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摘要(译)

有效地检测有机EL显示装置的不均匀性。打开有机EL面板的所有显示像
素，并用数码相机拍摄显示器。计算机执行拍摄图像的图像处理以检测
存在不均匀的区域。然后，测量该区域中每个像素的V-I曲线以计算必要
的校正值。计算出的校正值存储在存储器中，用于校正输入到有机EL面
板的信号。
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